２－２、網形內重要基線產生及圖形閉合圈檢核說明
一、重要基線產生說明
    考量全網形幾何分布，當ㄧ基線AB局部圓形範圍內無其他點位可與A、B形成較鈍的角，表示AB基線附近較為"空曠"，將視AB為重要基線不得刪除，依此概念，重要基線定義說明如下表，並由程式自動篩選產生。
	重要基線定義：

AB為一基線，α為角度條件（90°≦α≦180°），若存在有通過A、B之圓，且符合：

(1) 圓內無其他點位（淨空）。

(2) AB弦對應的較大圓周角為θ，θ≦α。

則AB為重要基線。
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    目前系統預設以α=120°產生重要基線，再將全網最外圍基線納入，共同組成重要基線網形。
檢核範例如下圖，有2條鄰近點位最短基線觀測量被剔除或未辦理外業觀測，須由作業人員重新解算基線，反覆改善至所有重要基線均符合精度規範未被剔除。
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二、圖形閉合圈檢核
    圖形閉合圈檢核建議作業流程如下圖：
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（一）組成三點閉合圈
    搜尋網系中所有可組成閉合圈之3條基線組合，再依據總邊長小於 50公里且組成之基線源自3個以上觀測時（段）間數的條件進行篩選，找出所有符合之閉合圈：
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    產生三點閉合圈的目的是利用這些閉合圈組合，針對部分閉合差較大的閉合圈，以基線編號進行交叉分析比對，進而篩選出精度較差的基線並予以剔除。
（二）組成重要基線閉合圈
    各時段基線觀測資料組成的網形，依據前節方式產生的重要基線可劃分為多個不規則多邊形，進一步利用單一或是數個多邊形合併，再選用合併後多邊形最外圍基線即可組合出閉合圈，考量閉合圈檢核之合理性，應儘量選用較鄰近的點位間基線組成閉合圈，亦須考量組成閉合圈之唯一性，故在此採用下列原則組成閉合圈： 
	1.
	基本檢核（最小閉合圈檢核）：重要基線可組成封閉多邊形，對各多邊形進行閉合檢核，此可視為最小範圍的閉合檢核。
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	2.
	併2檢核：將一重要基線兩側之2個多邊形合併後，所形成的新多邊形進行閉合檢核（如右圖合併AC兩側多邊形）。此檢核對每一重要基線均進行。
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	3.
	遮1檢核：針對單點，將與該點相連之所有重要基線遮蔽後（遮1點），對包圍該點之最小多邊形進行閉合檢核（如右圖遮蔽B點）。此檢核對每一點均進行，所檢核之閉合圈比1.之閉合圈擴大。
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	4.
	遮2檢核：針對每條重要基線的2點，將與該2點相連之所有基線遮蔽後（即遮2點），對包圍該基線之最小多邊形進行閉合檢核（如右圖遮蔽A、C兩點）。此檢核對每一重要基線均進行，檢核之閉合圈較3.再擴大。
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	5.
	遮3檢核：針對網絡中可由3條重要基線形成的三角形，將與該三角形的3個頂點相連之所有基線遮蔽後（即遮3點），對包圍該三角形之多邊形進行閉合檢核。本檢核對每一三角形均執行，檢核之閉合圈較4.再擴大。
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    依照上述原則產生之閉合圈，產生方式固定且多以距離較近之點位組成，後續利用實際的基線觀測量進行檢核，目前預設檢核為1～4項，並依據閉合圈基線數小於15條、總邊長小於 50公里及組成之基線源自3個以上觀測時（段）間數的條件進行篩選，求得所有可能閉合圈組合之閉合差及閉合比數。
    實務上部分應用測量加密控制點佈設間距以1500~500公尺為原則，但因地形限制及通視需要，部分加密控制點間距離僅約500公尺，受限於衛星定位測量精度，閉合比數不易達到7.5ppm的精度規範，考量精度檢核之合理性，實記辦理精度檢核工作時，閉合圈組成基線之平均距離未達1000公尺者，不納入本項檢核。另外，考量實務上以圖形閉合圈檢核方式並不容易達到偵錯之目的，可能發生過度剔除正確觀測量之情形，辦理圖形閉合圈檢核時，建議仍應參考平差時求得之各種統計測試指標(例如：觀測量改正數)或是各基線觀測量使用情形，剔除閉合圈中改正數最大之基線觀測量，再重新產生閉合圈反覆檢核，直至未符合比例小於全數閉合圈總數5％。
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